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状況
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Bus-extenderを用いて行った測定についてまとめる

LVDS currentを変えて
キャリブレーションテストを行った測定のデータを見る

Bus-extender#1と#3のデータのみ手動で確認

手動で行っていたところをマクロにする

エラーを直す ←今ここ
（エラーが直らない）



Bus-extender測定
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Noise Distribution
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• LVDS信号の電流値を変えてキャリブレーションテストを行ったときの、テストパルスと思われるデータ以
外のデータの分布
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Back Up
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With
Bus-extender#3
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2mA
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1mA
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3mA
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4mA

2021/01/15 Calibration test -LVDS current-

10



5mA
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6mA
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7mA
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8mA
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With
Bus-extender#1
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2mA
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3mA
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4mA
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5mA
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6mA
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7mA
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8mA
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8mA
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8mA
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8mA
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σ vs current
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• Fit関数で得たσ vs LVDS current[mA]のグラフ

• LVDS currentによる相関関係は見られない



threshold vs current
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• Fit関数で得た閾値 vs LVDS current[mA]のグラフ

• LVDS currentを上げることで閾値が大きくなるように見える



σ vs chip, threshold vs chip
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• Fit関数で得たσ vs chip、閾値 vs chipのグラフ

• σはchipによる相関関係は見られない、閾値はchipが26に近づくにつれて大きくなっている



Without
Bus-extender
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2mA
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3mA
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4mA
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5mA
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6mA
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7mA
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8mA
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σ vs current, threshold vs current
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• Fit関数で得たσ vs LVDS current[mA]のグラフ
• Fit関数で得た閾値 vs LVDS current[mA]のグラフ

• σはLVDS currentによる相関関係は見られない
• 閾値はLVDS currentが上がるにつれて小さくなっているように見える



σ vs chip, threshold vs chip

2021/01/15 Calibration test -LVDS current-

38
• Fit関数で得たσ vs chip、閾値 vs chipのグラフ

• σはchipによる相関関係は見られない、閾値はchipが26に近づくにつれて大きくなっている



Back Up
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